Produkte

metrolux:

Software, Kameras, Zubehor

Software beamlux Il
Industriekameras

Zubehor zur Laserstrahlanalyse
Strahlabschwacher

Energie- und Leistungsmesskopfe
Fokusbeamprofiler

beamlux Il CW - Scan
Wellenfrontsensor

squarelux M? - Meter

VUV - Spektrophotometer

NIR - Spektrometer

EUV / Rontgen - Spektrometer
Justierbarer Vakuum Spalt

Kundenspezifische Losungen

Produktiibersicht



beamlux Il - New Performance for Laser Beam Profiling

beamlux Il Software

e Strahlcharakterisierung nach ISO-Norm

e Analyse von Dauerstrich- und Pulslasern

e simultaner Multikamerabetrieb
(USB 2.0, IEEE 1394, KameralLink, analog)

e hohe Messrate / hohe Dynamik

e Softwaremodul zur Ansteuerung von Schrittmotoren

e Softwaremodul zur automatischen Analyse von Laserlinien

e Zubehor: mikrokontrollergesteuerte
Lasersynchronisationseinheit, M*-Messgerat,
softwaregesteuerte Abschwacher,
Energie- / Leistungsmesskdpfe, ansteuerbare Lineartische

Industriekameras

e optimiert zur Vermessung von Laserstrahlung
e (CCD-Sensoren mit hoher Linearitat

e hohe Dynamik (12 Bit, 14 Bit ADC) Ky

e sehr gutes Signal- zu- Rauschverhaltnis ﬁ

e hohe Ortsauflésung (bis zu 4000 x 2500 Pixel) ‘»

e grof3er Wellenlangenbereich von EUV bis NIR ;

e Flachen- und Zeilenkameras -g

e Einzelpulsauflésung bei hohen Laserpulsfrequenzen (bis 32 kHz) ;

® Messrate bis zu 100 Bilder pro Sekunde 5

® Zubehor, z.B. Konverter, Objektive und Neutraldichtefilter 'g
L
o

camlux ML3743 E

CCD-Sensor (VIS & UV) 2/3"

Pixel # 1392 x 1040

Pixel GroRe 6,45 X 6,45 pm

CCD Grofe 8,97 X 6,71 mm

Bildrate 14,8 fps

Belichtungszeit 20ps-1s

Langzeitbelichtung bis zu 20 min

Binning X2, X4, X8

S/N Verhaltnis 63 dB

Dynamik 12 bit

Full Well Capacity 18000 e~



Zubehor zur Laserstrahlanalyse

Mikrokontroller zur Synchronisation

von Laser und Diagnosesystem beamlux I,

AnschlUsse fur Trigger IN / Trigger OUT

Schrittmotorsteuerung Uber Software beamlux I, S l l

Ansteuerung von bis zu drei 2-Phasen Schrittmotoren
Linearverstelleinheiten mit 2-Phasen Schrittmotor G 'E‘I
Kameratuben mit integriertem UV-Konverter d
grol3e Auswahl an beschichteten und dotierten Konvertern E

UV-Photodioden zur Pulsformbestimmung

Strahlabschwacher

mit festem Abschwachungsfaktor

Keilabschwacher als polarisierende

und polariastionsneutrale Variante

Filterrader bestlckt mit Neutraldichtefiltern

metallbedampfte Filter (besonders geeignet fur den UV-Bereich)
Keilabschwacher fur grof3e Strahlquerschnitte

Variable Strahlabschwacher

Module zur variablen Abschwachung von Laserlicht
ermaoglicht eine kontinuierliche Einstellung der Laserenergie
Abschwachung mittels dielektrischer Filter

kein Strahlversatz des abgeschwachten Laserstrahles
optimiert fur alle Excimer-Wellenlangen sowie fur YAG-Laser
max. Strahlquerschnitt: 50 x 20 mm?

Steuerung Uber Handrad oder als motorbetriebene Ausfuhrung
Ansteuerung Uber Strahlanalysesoftware beamlux Il
optische Schaltzeiten < 100 ms

hohe Langzeitstabilitat

hohe mechanische Lebensdauer (> 5 x 10° Schaltzyklen)

Energie- und Leistungsmesskopfe

mit hoher Messgenauigkeit

kalibrierte pyroelektrische Energie- oder
thermoelektrische Leistungs-Sensorkdpfe
mit Zertifikat

Universalsensoren mit schwarzer Breitband
Absorptionsbeschichtung und nahezu
konstanter Absorption in einem breiten
Wellenlangenbereich von 185 nm bis 25 pm
Spezialsensoren mit Metall- oder Keramik-
beschichtung fur hohe Energie- und
Leistungdichten sowie hohe Pulsraten bis 5 kHz e analoges Leistungsmessgerat mit grofRer
Sensoren mit KF-Vakuumflansch Anzeige fur Justagearbeiten

Produktiibersicht

far VUV-Anwendungen e integrierbar in beamlux Il Strahlanalysesoftware

kompakte digitale Anzeigegerate, RS232
Schnittstelle, MMC/SD-card slot, Eingabe von
Korrekturfaktoren maoglich

OEM-Ausfuhrungen in kleiner Bauweise zum
direkten Einbau im Laser, kundenspezifische
Lésungen



Fokusbeamprofiler

Kamerabasiertes Messgerat zur Strahldiagnose
universelles Messgerat zur Kontrolle und Uberwachung
von Laserstrahlung hoher Leistung

kompakte Bauweise, geeignet fur den Service-Einsatz
Spektralbereich von 100 nm bis 1100 nm

(Optional auch fur IR-Laser)

Strahldiagnose fur Puls- und Dauerstrichlaser
CCD-basierte Kamerasensoren

modular und flexibel

einsetzbar zur Messung von sehr kleinen Laserspots
hoher Leistungsdichte

beamlux Il CW - Scan

bewahrtes Messgerat zur Analyse von Laserlinien
automatische Messung der Intensitatsverteilung

von Laserlinien bis 800 mm Lange durch schrittweises
Scannen und Darstellung in einem Panorama Bild
Wellenlangenbereich von 157 nm bis 1064 nm
vollstandige Strahlprofilanalyse nach ISO-Norm

far Puls- und Dauerstrichlaser

Auflésung bis 2 pm

flexible Anpassung an anspruchsvolle Messaufgaben

Wellenfrontsensor

Wellenfrontsensor zur Laserstrahlcharakterisierung
Laserstrahldiagnose nach dem Hartmann-Shack-Prinzip
Online-Messung der Wellenfront eines Lasers
Wellenlangenbereich von 193 nm bis 1064 nm
Zernikeanalyse der Strahlaberration

Messgenauigkeit < A/ 20

Wiederholgenauigkeit < A / 200

umfangreiches Zubehér fur Kalibrierung und Strahlanpassung

squarelux M? - Meter

Messgerat zur Vermessung der
Strahlpropagation eines Laserstrahls

fur gepulste & CW-Laser bis 1 kHz
Neuentwicklung, patentrechtlich geschutzt
speziell entwickelt fur hohe Anforderungen

im industriellen Umfeld

Online-Messung von M?

erweiterbar fur beliebige Laserstrahldurchmesser
und Laserleistungen

optional auch fur den UV-Bereich

optimiert fur Strahlqualitaten nahe M* = 1,0
Kaustikmessungen
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VUV - Spektrophotometer

Spektralbereich von 115 nm bis 300 nm

Auflésung < 0,5 nm

Schrittweite < 0,1 nm

winkelaufgeldste Reflexions- und Transmissionsmessungen
Transmissionsmessungen in Gasen

Messgenauigkeit Transmission < 0,5 %

Messgenauigkeit Reflektion < 0,7 %

umfangreiches Zubehér

NIR-Spektrometer

Spektraler Bereich von 1200 hm bis 1900 nm
Hohe Empfindlichkeit

Kompakt und robust

PC-Software zur Datenaufnahme
SMA-905-Faseranschluss

Lichtleitfasern und Sonden als Zubehér

EUV / Rontgen - Spektrometer

vollstandig justierbar

einfache Ausrichtung auf das Messobjekt
Wellenlangenbereich von 1 nm bis 20 nm
Auflésung besser als A / 600
Modifikationen auf Anfrage

Vakuum Spalt

Justierbarer Vakuum Spalt (Rontgen, EUV)
Edelstahlgehause

Feinverstellung des Spaltes

manuell unter Vakuumbedingungen

Spaltbreite 0 - 400 pm, Einstellgenauigkeit besser als 1 pm
Spaltlange einstellbar zwischen 0 und 20 mm

Spaltbacken aus Stahl, optisch poliert

Beam Diagnostic Systems
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Software beamlux II
Industriekameras

Zubehor zur Laserstrahlanalyse
Strahlabschwacher

Energie- und Leistungsmesskopfe
Fokusbeamprofiler

beamlux Il CW - Scan
Wellenfrontsensor

squarelux M2 - Meter

VUV - Spektrophotometer

NIR - Spektrometer

EUV / Rontgen - Spektrometer
Justierbarer Vakuum Spalt
Kundenspezifische Lésungen

Unsere Kompetenz

e Uber 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion optischer Mess-Systeme
e eigene Softwareentwicklung
e Erarbeiten kundenspezifischer Lésungen
vom Prototyp bis zur Serienfertigung
e Modifizierung bestehender Systeme nach Kundenwunsch
e Know-how im Sonderbau

e Optische Messtechnik GmbH metrolux Optische Messtechnik GmbH metrolux analytics Inc.
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